
- 85 - 
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一般に電磁膜厚計は溶射皮膜，塗膜などの品質管理に多用されている。このとき基材が平滑であれば比較的正確

な測定が手早く行えるが，粗い基材の上では誤差が生じる。本研究ではこの誤差の状態を明らかとするために，粗

い基材上で電磁膜厚計による測定を行い，この測定結果からヒストグラム，散布図，回帰直線，予測区間を求めた。

粗い基材上の測定値の分散は表面粗さRaとある程度の相関を持つとともに，基材と電磁膜厚計の測定素子の間にス

ペーサを挟んだ場合の測定値は回帰直線周辺の予測区間付近に分布することが確認できた。 

 

1 はじめに 

電磁膜厚計は簡便に比較的正確な膜厚が測定可能で

あるため，溶射皮膜，塗膜などの広い分野で利用され

ている。しかし，基材に凹凸がある場合はその影響を

受けて,測定値がばらつくとともに，本来の膜厚から

ずれた値を示すことが知られている1),2)。このため，

ISO 19840には塗膜を測定する際の補正方法が規定さ

れている。しかし，この補正の根拠になる文献は明示

されておらず，また，測定値がどの様な分布を示すの

かなどの情報も確認できない。そこで本研究では，軟

鋼板にブラスト処理による粗面化を施し，この粗面上

での電磁膜厚計の挙動を調査した。 

 

2 実験方法 

試料として軟鋼板SS400 (70 mm×50 mm×6 mm)を4

枚準備し，表面を鏡面研磨およびスチールグリッドに

よるブラスト処理した。表1に各試料のブラスト処理

条件と試料表面粗さを示す。表面粗さはミツトヨ社製

SURFTEST SJ-310において先端角度60°，先端径2 μm

の触針を用い，速度0.5 mm/sec，カットオフλc 2.5 

mm，λs 8 μmの条件で，評価長さ2.5 mm×5（区間数

5）を1回として20回の測定を行い，平均値と標準偏差

（SD）を示した。この後，平滑な軟鋼板で校正を行っ

た電磁膜厚計（Defelsko社製,PosiTector®6000）を用

いて各鋼板に直接電磁膜厚計のプローブを当てた状態

で膜厚測定を行った。測定に用いた電磁膜厚計はJIS 

H 8401の電磁式測定装置（単極式）に相当する装置で，

先端部の直径が28 mmのプローブを用いて測定を行っ

た。このとき試料の縁からプローブがはみ出ない様に

測定を行うために測定は軟鋼板の中央部直径22 mmの

円の範囲内で無作為に126点で測定することを1セット

として実施した。 

 

表１ ブラスト条件と軟鋼基材の表面粗さ 

試料 ブラスト材 

 

空気圧 

［MPa］ 

表面粗さ Ra 

[μm］ 

a （鏡面研磨） － 0.016 

b スチールグリッド#50 0.1 4.00 

c スチールグリッド#70 0.5 11.0 

d スチールグリッド#70 0.6 18.4 

 

3 実験結果 

試料a～dのスペーサを設置しない状態で膜厚測定し

た結果のヒストグラムを図1（a-d）に示す。また，こ

のデータを元に，横軸を表面粗さRa，縦軸を膜厚計の

測定値とした散布図を図2に示す。この図2の散布図に

おいて通常のプロットを用いると測定点の重なりによ

り測定点の分布が確認しにくいことから，点を直接プ

ロットするのではなく，一旦バイオリンプロット3)し

たのち，この確率密度を示す図形を散布図に配置した。

なお，バイオリンプロット中に示されている白点は各

試料の測定値の平均値である。図1,2より各試料での

測定値は，表面粗さが粗いほど平均値が上昇するとと

もに，測定値の分散も大きくなることが判る。Raと測

定値の相関係数はr=0.903であり，明確に相関は認め
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られるものの，散布図を見る限りRaから測定値を予測

するのは困難であり，試料a～dの電磁膜厚計による測

定値は表面粗さRa以外の要因も影響していると思われ

る。 

図1 電磁膜厚計による測定値のヒストグラム 

a)試料a，b)試料b，c)試料c，d)試料d 

 

図2 表面粗さと電磁膜厚計による測定値の散布図 

 

4 まとめ 

ブラスト処理した軟鋼板表面でスペーサを挟んだ状

態で電磁膜厚計による測定を行い，電磁膜厚計の示す

値とスペーサ厚さの関係から以下の結論を得た。 

 

1）電磁膜厚計を用いて，ブラスト面上で膜厚測定を

行った場合，本来の膜厚よりも大きな値が得られ,

その本来の膜厚との差は基材の表面粗さと相関が

ある。 

 

2）測定により得られた値と膜厚として想定される値

の差は一定ではなく，分散を伴う。 
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